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По сравнению с другими глинистыми минералами структура монт­
мориллонита представляет наибольшее число неразрешенных вопросов. 
До последнеего времени его рентгенограммы не были однозначно 
истолкованы, породив противоречивые суждения о характере его сили­
катных слоев, степени их взаимной ориентации (х 3). Іакое положе­
ние явилось следствием неэффективности рентгеноструктурного ана­
лиза в структурном исследовании столь высоко дисперсного минерала 
как монтмориллонит.

В описываемой работе поэтому был применен метод дифракции 
электронов. Были исследованы различные монтмориллониты СССР 
с применением метода на происхождение. Как об этом свидетель­
ствуют дифракционные картины, образцы монтмориллонита ооразуют 
текстурированные поликристаллы.

Такие факторы, как высокодисперсность, наличие в образцах аморф­
ных примесей, различные дефекты решетки, сделали монтмориллонит 
несовершенным дифракционным объектом. Связанная с этим малая 
содержательность рентгенограмм поставила под сомнение трехмерный 
характер решетки монтмориллонита (3). Однако существование про­
странственных рефлексов в косых снимках монтмориллонита, при 
всей их размытости и нечеткости, во всех случаях явилось бесспор 
ным свидетельством упорядоченного расположения силикатных слоев, 
т. е. трехмерности решетки монтмориллонита.

Косые снимки асканского монтмориллонита оказались наиболее 
четкими и поэтому легли в основу исследования структуры монтмо­
риллонита. По сравнению с косыми снимками текстур ромбических 
кристаллов они представили новый тип электронограмм и потребовали 
дальнейшей разработки методов расчета и индицирования снимков.

Независимо от кристаллической системы частиц, образующих текс­
туру, в косых снимках рефлексы располагаются по эллипсам так, 
что на каждом эллипсе лежат рефлексы с одними и теми же инде­
ксами Л, k и различными / (предполагается, что плоскостью базиса 
является плоскость ab) (4). Таким образом, положение каждого ре­
флекса в электронограмме можно характеризовать эллипсом, которому 
этот рефлекс принадлежит, и расстоянием его от; линии малых осей 
эллипсов —высотой рефлекса над нулевой слоевой линиеи. В случае 
ортогональности кристаллов эта высота, в зависимости от индекса Z, 
равна LHcHsinv, где L — расстояние от препарата до экрана электро- 
нографа, Г — длина волны, с*-третий период обратной решетки 
<? — угод поворота препарата. Таким образом, в этом случае рефлексы 
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Для выяснения расположения атомов внутри элементарной ячейки 
необходимо рассмотреть различные возможные виды пирофиллитовых 
слоев и размеры составляющих их полиэдров — Al-октаэдров и Si-те­
траэдров. Сцепляясь с ребрами, октаэдры образуют жесткую сетку 
корундового мотива, прямоугольный базис которой должен совпасть 
с базисом элементарной ячейки, и поэтому линейные размеры окта­
эдров становятся вполне определенными. По обе стороны октаэдри­
ческой сетки расположены сетки из сцепленных тетраэдров, примыка­
ющих своими свободными вершинами к 2/3 вершин каждой стороны 
октаэдрической сетки. При одном и том же базисе, в зависимости от 
взаимной ориентации тетраэдров, длины ребер сцепленных оснований 
тетраэдров могут иметь значения от в 2/К 3 раза меньших до равных 
длинам ребер октаэдров. Длина боковых ребер тетраэдров остается 
при этом неопределенной.

Вследствие ограниченности экспериментального материала для гли­
нистых минералов обычно принимаются идеальные схемы из правиль­
ных октаэдров и тетраэдров при определенном отношении их линей­
ных размеров. Для монтмориллонита была принята схема из правиль­
ных полиэдров с равными ребрами. Такой схеме соответствует 
плотнейшая упаковка атомов вершин в пределах одного слоя. Наибо­
лее приемлемой оказалась схема с плотнейшей кубической упаковкой, 
так как при ней относительное смещение слоев в «/3, задаваемое 
размерами элементарной ячейки, выполняется наиболее естественным 
образом. Но и в этих пределах можно представить девять различных 
моноклинных решеток, определяемых характером сцепления тетраэд­
рических сеток с октаэдрической в пирофиллитовый слой.

Для выбора наиболее вероятного варианта остается сравнение тео­
ретических интенсивностей для каждого отдельного варианта с экспе­
риментальными. Благодаря возможным частичным изоморфным заме­
щениям А1 на Fe, Mg и Si на Al. химическая формула монтмориллонита 
является несколько неопределенной. Для расчета поэтому берется 
предельная формула Al2 [Si4O10](OH)2-wH2O с учетом того, что в эле­
ктронографических образцах п — 0.

Этой формуле для каждого варианта соответствует определенное 
расположение частиц Al, Si, О, ОН, определяемое расположением вер­
шин и центров полиэдров.

Расчет, основанный на оценке интенсивностей 93 рефлексов, вы­
явил лучшее согласие интенсивностей для решетки симметрии Cfh= 
=С21т, состоящей из пирофиллитовых слоев симметрии С^.
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